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ЗНЕШКОДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛ ІОННОГО ЗАБРУДНЕННЯ, ЯК ОДИН З ШЛЯХІВ

ЗАБЕСПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПРИЛАДІВ                

В статті розглядаються шляхи підвищення стійкості напівпровідникових виробів до зарядової нестабільності на основі фізичного аналізу електродифузійного механізму деградації. Обговорюється один з підходів до забезпечення надійності планарних ІС на етапі виробництва, який полягає в усуванні усіх можливих джерел іонного забруднення.
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